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前  言

  GB/T33779《光纤特性测试导则》预计分为以下几个部分:
———第1部分:衰减均匀性;
———第2部分:OTDR后向散射曲线解析;
———第3部分:有效面积(Aeff)。
……
本部分为GB/T33779的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部(通信)归口。
本部分起草单位:武汉烽火科技集团有限公司、金陵帝斯曼树脂有限公司、成都康宁光缆有限公司、

长飞光纤光缆有限公司、北京邮电大学、江苏亨通光纤科技有限公司、湖北凯乐科技股份有限公司。
本部分主要起草人:刘骋、李婧、喻琴、李春生、王小泉、赵建东、杨世信、陈伟、张拥军、王冬香。
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光纤特性测试导则

第1部分:衰减均匀性

1 范围

GB/T33779的本部分规定了光纤衰减均匀性测试的术语和定义、缩略语、装置、试样和试样制备、
程序、计算和结果的要求。

本部分适用于对未分段、大长度的光纤进行衰减均匀性测量。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15972.40 光纤试验方法规范 第40部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验程

序———衰减

GB/T33779.2 光纤特性测试导则 第2部分:OTDR后向散射曲线解析

3 术语和定义

GB/T15972.40界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
衰减均匀性 attenuationuniformity
表征衰减系数沿光纤或光缆长度变化特性的量。衰减均匀性特性有时也可以用衰减不均匀性(at-

tenuationnon-uniformity)来表征。

3.2 
光时域反射仪(OTDR)曲线 opticaltimedomainreflectometer(OTDR)trace
后向散射光功率随光纤长度变化的关系曲线,或是从曲线上推导得到的数据所拟合的曲线。

3.3 
双向后向散射技术 bi-directionalbackscatteringtechnology
光纤两端后向散射测量的组合。在光纤两端各进行一次后向散射测试,将这两条散射曲线组合,可

以得到光纤或光缆中任意段的准确衰减值。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

SW 滑动窗口(SlidingWindow)

GSW 广义滑动窗口(GeneralizedSlidingWindow)

OTDR 光时域反射仪(OpticalTimeDomainReflectometer)
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